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电路研发温度分析 

1 电路元器件温度分析 

    当前，电子设备主要失效形式就是热失效。据统计，电子设备失效有55％是温度超过规定值引起，随着温度增加 

，电子设备失效率呈指数增长。一般而言电子元器件的工作可靠性对温度极为敏感，器件温度在70-80℃水平上每增 

加1℃，可靠性就会下降5%。 

2 负载分析 

    在电路研发过程中，可以除了常规的测试（如示波器、万用表等）手段外，还可以用热像仪对电路板进行检测， 

通过显示出的不同温度点，对元器件所承受的电流，电压等情况进行了解，工程师根据所检测的温度点，完善电路， 

提高转换效率、减少功耗、减少电路内部温升，提高电路的可靠性。 

3 整个电路温度场分布分析 

    采用合理的器件排列方式，可以有效的降低印制电路的温升，从而使器件及设备的故障率明显下降。 

4 快速分析问题 

    在某些研发维修场合，如对短路板的快速检修时，通过热像仪无须使用线路图即可快速定位板内短路点在何处， 

以便进一步处理。        

 

红外热像仪为什么能进行温度分析？ 

    电路元器件在工作时，由于通过元器件的电流的不同，各个器件之间的差异等原因，而产生的热量也会随之 

不同，体现在元器件表面特征就是温度差异。红外热像仪就是利用各个元器件温度之间差异，分析出电路的不同 

性能特点。 

 

 

 电 路 研 发  

电路研发工程师利用热像仪根据电路中元器件发热、电路板热分布情况，可以 

分析出电路原设计存在的不足或隐患，能够避免许多潜在的风险。这将能够大 

大提高产品研发成功率和产品稳定性。 

热像仪应用 — 制造业 

MFG – Electrocircuit - 20080425 



Fluke Corporation                         热像仪可望可及，问题点即拍即得                                               

 

 

更多热像仪信息请参考：  

http://www .fluke. com. cn/ 

版本号：V1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

热像仪检测独特优势 

1 现有的温度分析工具 

    许多工程师都会抱怨现有的手段难以支持他们进行一个细致而全面的温度场描绘，同时操作不方便、而且可能 

改变原温度场分布，如： 

  a）数据采集器 

    使用接触式数据采集器可能会遇到如下问题：电路板断电，贴片热电偶不够多，操作不方便，反应时间较慢（ 

30秒至1分钟），同时使用接触式数据采集器还将改变所测器件的散热状况等。 

  b）红外点温仪 

  外点温仪只能测量一个区域的平均温度，无法检测较小的目标，无法得到电路整体温度分布。 

2 热像仪温度分析优点 

  红外热像仪和数据采集器、红外点温仪相比较，有自身的优点： 

  a）通过红外线热像仪检测目标电路时，不需要断电，操作方便，同时非接触测量使原有的温度场不受干扰； 

  b）反应速度较快，小于1秒； 

  c）选用合适的红外镜头，能够检测出较小目标； 

  d）利用红外分析软件对所获得的电路温度数据进行全面分析。 

 

拍摄时可能会遇到哪些问题？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 电路板上有部分器件（如电解电容顶面、电源模块背面及其它芯片光洁面），其发射率比较低，所以检测出的温 

  度差异较大。在拍摄此类器件时，要将其表面用黑笔或黑漆涂黑，然后进行测温等操作。 

2 当用标准镜头无法分辨小目标时，可以更换10.5mm广角镜。 

 

如何才能拍摄优质电路红外热像？ 

   现代电路微型化，组件高密度集中化的趋势正在迅速普及，所以在使用红外热像进行拍摄时，若要得到一幅清 

晰的红外热图，我们建议： 

1 尽量选择热灵敏度较高的热像仪； 

2 拍摄焦距应尽量对准，使热像仪红外镜头面轴线与所要拍摄的电路板垂直； 

3 先使用自动模式测量的温度范围；然后手动设置水平及跨度，将温度范围设置在最小，并包含有先前测量的温度 

  范围。 

发射率较低表面 


